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Foi feita a caraoterizagéo microestrutural de con-
jugados de Al, O3 com 15 vol% de Zr0O, utilizando-se mi-
croscopia eletronica de varredura (MEV) e difragao de
raios X. As amostras foram preparadas a partir de Al; O; -
A16-SG (Alcoa) e de dois tipos de Zr0O, de diferentes pro
cedencias: Zr0O, importada (Magnesium Elektron Ltd) e 7210,
produzida no IPEN.

0 Zr(OH),.H, O usado na obtengao da Zr0O, (IPEN) foi
inicialmente submetido a um processo de moagem por 5 ho-
ras e depois calcinado a 1000°C por 1 hora. As misturas,
tanto com a Zr0, importada quanto com a nacional, foram
homogeneizadas por 10 horas em meio aquoso, posteriormen
te secas e passadas em peneira de malha 60 Mesh. Apos es
ta etapa foram compactadas pastilhas em prensa uniaxial
tendo sido as mesmas sinterizadas as temperaturas de
150009C e 1600°C por 1 hora.

As figuras 1 e 2 apresentam micrografias das amos-
tras sinterizadas com a Zr0, importada (AZM) e coma ZrO,
produzida no IPEN (AZ). As microestruturas apresentam ca
racteristicas semelhdntes, sendo que as amostras AZM pos
suem estrutura mais homogened e tamanho de dethUld de
Zr0, ligeiramente menor que as AZ. Observou-se tambem que
a Zr0, tem forma arredondada, ocupando posicoes intergra

~nulares na matriz de alumina. B

As amostras sinterizadas a 1600°C apresentaram den
sidades elevadas (~96% D.T.). As sinterizadas a 1500°C
foram inferiores, ~839% D.T. para as AZ e ~85% D.T. para
as AZM. A porosidade ainda & passivel de ser eliminada
porque, observando se as micrografias, vemos que prati-
camente nao ha porosidade interna nos graos

As analises de difracao de raios X mostraram pouca
quantidade de fase tetragonal retida (< 30%). Comparando
-se estes resultados com os de MEV pode-se inferir que
este fdto & devido as pdrtlculds de Zr0O, estarem acima
do diametro critico citado na 11teratura(1) (0,52um) .
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FIGURA 1 - Micrografias eletronicas de varredura de amos
tras produzidas com ZrQ, importada (AZM).
(a) 1500°C e (b) 1600°C - 1 hora

(a) (b)

FIGURA 2 - Micrografias eletronicas de varredura de amos
tras produzidas com ZrQ, IPEN (AZ).
(a) 15000C e (b) 1600°C - 1 hora
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